01/06/2017 Adi Soyad:: Toplam Not: /100

1. Asagida her bir grafige karsi gelen karakterizasyon teknigini belirleyiniz: (24 p)
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2. Asagidaki iki grafik ayni teknigi temsil etmektedir. Bu karakterizasyon teknigi nedir? iki grafik
arasindaki temel fark nedir, agiklayiniz. (11p)
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3. EPRsinyalinden sorumlu olan rezonans denklemini (enerji denklemi) yaziniz, her bir sembolii
birimleri ile birlikte yazarak agiklayiniz. (10 p.)

4. Eksponansiyel EPR doz cevap egrisi icin kullanilan denklemi yaziniz ve karsi gelen her bir sembolii
aciklayiniz. Bu denklemin fiziksel anlami nedir, belirtiniz. ( 10p)

5. EPR tarihlendirme icin kullanilan sifirlama etkilerini (zeroing effects) aciklayiniz. (10p)

6. (a) 3 farkli bilesene sahip EPR spektrumu giziniz. (b) Ayni grafikte yalnizca bir bilesene sahip olan
artan farkli dozlara sahip 4 EPR spektrumu ¢iziniz. (10p.)

7. Asagidakiifadeleri Dogru ya da Yanlis olarak siniflandiriniz. (25p):
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XRF pikleri simetriktir, bu ylzden fit icin Lorentzian ve Gaussian pikleri kullanilabilir.
XRF pikleri simetriktir degildir; bu ylzden fit icin Lorentzian ve Gaussian pikleri kullanilabilir.

TL pikleri simetriktir.

EPR spektrumunun sicaklikla olan degisimi |n(‘i:9

) terimi ile verilir.

EPR tuzaklanmis yiik mekanizmasi kullanir.

XRD elementel analiz hakkinda bilgi verebilir.

Yuksek dozlar icin, EPR doz cevabi eksponansiyel fonksiyonlar kullanilarak yaklasiklik yapilir.
EPR de, spesifik bir komponentin g degeri materyale 6zgtdur.

FTIR ve RAMAN karakterizasyon teknikleri, iyonize radyasyonu kullanir.

Amorf ve kristal faza sahip materyaller icin, XRD spektrumu hem keskin hem de genis pikler
icerir.

Y€ tarihlendirme methodunun en Gst limiti 530.000 yildir, yani 5300 yil yari dmre sahip olan
1C elementinin yari dmriiniin yaklasik 100 katidir.

EPR tarihlendirme yontemi yiksek yas hesabi (6rnegin 500.000 yilin Gstlinde) icin daha iyi bir
tekniktir.

. Comlek tarihlendirmek i¢in en iyi yontem termoluminesans yontemidir.

Birinci mertebe EPR sinyalinin bozunum kinetigi, tek bir Gstel bozunumu gosterir.
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ikinci mertebe EPR sinyalinin bozunum kinetigi, tek bir Gistel bozunumu gésterir .

EPR tarihlendirme igin : “Yas=Esdeger doz/ Doz hizi “ formilu ile hesaplanir.

Doz hizi, liminesans (TL, OSL) ya da EPR ile dlgulir.

Doz hizi dogal U, 22T, Y ve ¥Rb gibi elementlerin konsantrasyonlarindan élculir.
Radyodalgalar ve kizil6tesi radyasyon, iyonize radyasyona 6rnektir.

XRD ve FTIR methodlari, materyal karakterizasyonu igin iyonize radyasyonu kullanir.
XRF yontemi elementleri dedekte ederken, XRD bilesikleri dedekte etmektedir.
Termollminesans ve diferansiyal termal analizler esnasinda materyal isitilir ve miimkin
degisiklikler gozlenir.

. EPR en diistik dedeksiyon limitine sahip en hassas karakterizasyon teknigidir.

EPR teknigi hem elektromanyetik radyasyonu hem de manyetik alani kullanir.
EPR teknigi ile organik materyal dlgllebilirken termoliiminesans teknigi ile dl¢lilemez.



